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В рецензируемой книге дается краткое изложение содержания усиленно�
го курса лабораторных работ по ядерной физике и физике элементарных
частиц, который автор читал студентам третьего и четвертого курса в Женев�
ском университете в 1978—1983 гг. Курс был призван ориентировать студен�
тов перед избранием ими тем дипломных работ в одной из эксперимента�
торских групп и поэтому структура его отличается от обычных курсов лабо�
раторных работ, заставляя студентов сосредоточиться на каком�либо выбран�
ном направлении для его углубленной проработки, включая стадии планиро�
вания эксперимента, выбора методики, создания аппаратуры и набора ста�
тистики и анализа данных. Параллельно с лабораторными работами такого
типа читались лекции о детекторах, ядерной электронике, статистике, взаи�
модействиях излучения с веществом и т. д.

Все эти сведения и изложены в книге, которая поэтому служит довольно
универсальным руководством для начинающего экспериментатора, вводя
его в мир практической экспериментальной работы с его специфическим жар�
гоном и тонкостями, которые обычно не отражены в литературе.

Книга включает три раздела. В первых четырех главах излагаются
некоторые необходимые основы, нужные экспериментатору, такие, как
прохождение излучения через вещество, статистика, защита от радиации.
Изложение дано крайне сжато, но содержит достаточно ссылок и полезных
формул. Предполагается значение основ квантовой механики и общей ядер�
ной физики.

Гл. 5—10 посвящены описанию принципов работы и практическим харак�
теристикам детекторов, используемых в экспериментах. Включены также
новейшие их разновидности, например, микрострик�детекторы и время�про�
екционные камеры. Вероятнее всего, именно с такими приборами придется
иметь дело молодому специалисту.

Наконец, последние гл. 10—18 посвящены описанию ядерной электрони�
ки и логики, используемых в организации экспериментов. С внедрением
стандартизированных систем типа NIM и КАМАК отчетливое знание логики
экспериментов стало очень существенным, часто определяет успешность их
проведения и необходимо каждому экспериментатору.

Даже краткое, но ясное описание стандарта КАМАК, логической струк�
туры сигналов, организации процедур приема информации — выход для
описания стандартного пакета подпрограмм и примеров организации про�
цедур считывания.



Книга написана ясным языком и может быть полезна не только студен�
там, но и большому количеству экспериментаторов�специалистов, которые
по тем или иным причинам не пересекались в своей практической деятельно�
сти с обсуждаемыми приборами или давно с ними не имели дела.

Несмотря на то что вопросам экспериментальных исследований в физике
ядра и элементарных частиц посвящена обширная специальная литература
и много популярных книг, почти «справочное» и очень современное изложе�
ние, данное в рецензируемой книге, представляется очень разумным.

Ю. А. Александров
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Стремление увеличить надежность электронных приборов и снизить их
стоимость в расчете на одну выполняемую функцию, привело к разработке
и созданию больших и сверхбольших интегральных схем (СБИС), объединяю�
щих на едином кристалле миллионы компонентов. Технология СБИС потре�
бовала широких исследований в области микро� и нанолитографии, в спосо�
бах сухого высокопроизводительного травления, способах тестирования
структур сложной топологии на промежуточной и окончательной стадиях
технологического процесса. Обширный объем разнородной информации,
касающийся технологии СБИС, обобщен в рецензируемой книге, являющей�
ся двенадцатым томом известной серии по электрофизике. Данное издание
является английским переводом книги Ясуо Таруи, вышедшей на японском
языке в 1981 г., а в переводе на русский язык под названием «Основы техно�
логии СБИС» (под редакцией В. Г. Ржанова) — в 1985 г. в издательстве
«Радио и связь».

Автор — известный японский ученый — сотрудник Объединенного ин�
ститута технологии СБИС — сосредоточил основное внимание на проблемах
формирования топологического рисунка с субмикронными размерами эле�
ментов.

Излагаемый материал распределен в книге следующим образом.
В первой главе в качестве введения дается краткое историческое обосно�

вание подхода к идее создания СБИС, а также классифицируются основные
современные методы формирования микрорисунка на кристалле, как одного
из наиболее важных моментов в технологии СБИС.

Эта важность особенно подчеркивается содержанием второй главы, в ко�
торой описывается электронно�лучевая литография. Не претендуя на исчер�
пывающую полноту, эта глава, тем не менее, охватывает все аспекты экспо�
нирования микрорисунка электронными лучами. Описаны принципы по�
строения различных электронно�лучевых установок, современное состояние
в развитии специализированных источников электронов и электронно�опти�
ческих систем. Детально рассмотрены основные факторы, определяющие точ�
ность и скорость литографического процесса, а также методы коррекции
аберраций и уменьшения влияния «эффекта близости» программными сред�
ствами. Программному обеспечению, что весьма ценно, уделено много внима�
ния; в частности, приведены структурные схемы литографического процесса
для основных способов экспонирования. В конце главы дано описание элек�
тронно�лучевых установок, производимых в Японии.

Третья глава посвящена методам переноса микрорисунков на кремние�

вые пластины. При этом затронуты практически все современные методы
с использованием глубокого ультрафиолетового и рентгеновского излуче�




